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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
) COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-47: Essais — Chocs thermiques

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation lisation
conposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj 3 CEl a
pouf objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{ons\ de normalisati hns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres\actli sbli Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique € &0 { ibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI iép a des
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresseg iper. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernel N i 3 , parfticipent

également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I' Or 5 (180),
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisz

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les i P epré , mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés\ &tant d 4 ité i intgressés
sonf représentés dans chaque comité d’études

3) Les| publications CEIl se présentent sous [a ggréées
conmme telles par les Comités nationaux de Ia . la CEI

s'agsure de I'exactitude du contenu techniquede ses\pub |cat| s; la CEIl ne peut pas etre tenue resppnsable
de Iféventuelle mauvaise utilisation ou interpré

4) Darls le but d'encourager I'uni ité i i i , oute la
megure possible, a appligder de Sublicati cations
natipnales et régionales. Tolde dive| gence slcati icati iopale ou
régionale correspondantendoit & i j

5) La [CEl n’a prév
responsabilité p@ &
6) Tous les utilisateu {

7) Audune responsabihté i S 3 a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
mandataires, y gompis\ses expexs par 'cullers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
nationaux de Ja C ] e’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de toyit autre

pas sa

ign.

dommage dg q soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice) el RE S aht de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEfl ou de
toufe aufre i CEI,*0u au crédit qui lui est accordé

8) L'attention_est ajfitée sur les’références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfgrencées est oblig pour une application correcte de la présente publication

9) L’affention.est-attirée sudr le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent fair¢ I'objet
de droits”"de\propriét&’intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responspble de
ne pas’ avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61300-2-47 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2004 et constitue une
révision technique. La révision technique comprend I'étude de la sévérité et la spécification
particuliére de I'appareillage d’essai.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-47: Tests — Thermal shocks

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo > dization conpprising
all |national electrotechnical committees (IEC National Commlttees) The f o Qromote
intefnational co-operation on all questions concerning standardization in the efectrical and onic\Xiglds. To
this| end and in addition to other activities, IEC publishes International a e i pegifications,
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes k e o gs “IEC
Pullication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an ' tee intprested
in fhe subject dealt with may participate in this preparatory work: e ti governmental arfld non-
governmental organizations liaising with the IEC also partlcrpate i i . collaborates|closely
withl the International Organization for Standardization (ISO 3 3 anditions determined by
agrgement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters aS possible, an interpational
congensus of opinion on the relevant subjects since € com nittee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC| Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonab re that the technical content] of IEC
Pullications is accurate, IEC cannot be h the way in which they are used or for any
mis|nterpretation by any end user.

4) In g¢rder to promote internatjopal uniformit i ittees undertake to apply IEC Publ{cations
transparently to the maximum ik ir natipnal and regional publications. Any divgrgence
betyveen any IEC Publication ending nationalor regional publication shall be clearly indigated in
the |latter.

5) IEC| provides no markiqg proce i s approval and cannot be rendered responsible for any
equjpment decla j ith ublication.

6) All ysers should ehstrg : s§ edition of this publication.

7) No Jiability shall atte f , employees, servants or agents including individual expdrts and
members of its te i and [EC National Committees for any personal injury, property damage or
othe¢r damage, of a 3 vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢s) and
expenses arising. oWt o publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
PuHlications)

8) Attgntion i wnte_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable Toxth

9) Attgntion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
patent rightsyIE ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatronal Standard IEC 61300 2 47 has been prepared by sub commrttee 868 F|bre optic

interct ptics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004. It constitutes a
technical revision. The technical revision includes the review of the test severity and the
detailed specification of test apparatus.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2347/DIS 86B/2394/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Dispokitifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optlques
fondafnentales d'essais et de mesures peut étre consultée sur le site web'ds

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne serapas\xmodifié ava
maint¢nance indiquée sur le site web de la CEIl sous “h{tp://w
données relatives a la publication recherchée. A cette date ts

* re¢onduite;
* supprimée;
* reinplacée par une édition révisée, ou

@®
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/2347/DIS 86B/2394/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated

in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list gf all parts of the IEC 61300 series, published under the general title Fibre-opti
devicds and passive components — Basic test and measurement procedures,

website.

The cpbmmittee has decided that the contents of this publication wi

the mpintenance result date indicated on the IEC web site

the ddta related

* regonfirmed;
* withdrawn;

* replaced by
* anpended.

a revised edition, or

&

an be fo

intercon
nd.ont

hecting
he IEC

H until

fch" in
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
. COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-47: Essais — Chocs thermiques

1 Domaine d’application

La prgésente partie de la CEI 61300 détaille une procédure pour déter aptitudtL d’un
dispositif a fibres optiques a résister aux effets des chocs thermig , cela
impligue un temps de passage trés court entre des températures exipé

2 Rgférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensa 2 résent
document. Pour les références datées, seule I'éditig itée s'a 8. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de réfé ¢ compris les évehtuels
amendlements).

CEI 6p068-2-14, Essais d’environne ns de
température

CEI 6{1300-3-1, les —
Méthgdes fondamentales res —
Examen visuel

3 D

Cette itif en
essai ant un
certai temps
identi

Deux 5 sont
consideéré D

4 Appareillage

4.1 Enceintes d’essai

4.1.1 Deux enceintes distinctes doivent étre disposées, l'une pour la température basse et
une autre pour la température haute, situées de maniére a permetire le transfert du DUT
d’une enceinte a l'autre en respectant le temps prescrit. La méthode de transfert manuelle ou
automatique peut étre utilisée.

4.1.2 Les enceintes doivent étre capables de maintenir la température appropriée pour
I'essai dans tout espace ou est placé le DUT.

4.1.3 |l convient que I'humidité absolue a I'intérieur des enceintes ne dépasse pas 20 g/m3.

NOTE A la température de 60 °C et une pression d’air normale, il convient que I’humidité relative soit inférieure a
16 %.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-47: Tests — Thermal shocks

This pa T optic
device to W|thstand the effects of thermal shock In practice this means 4 short change
over time between extreme temperatures.

2 Nagrmative references

The f ment.
For dg pdition
of the

IEC 6 re
IEC 6[1300-3-1, Fibre optic interconnect st and
measi gtion
3 Ggneral descriptio

This procedure is congux G Under
Test (DUT) is firsk subject o, of temperature for a g|ven perlod of timg. It is
then qubjected t p 4

Two fst method ed as
equival 3

4 App3

4.1 T

4.1.1 | Two separate’chambers shall be arranged, one for the low temperature and one for the
high temperature, located such as to allow transfer of the DUT from one chamber to the other

th . P ribad $ioa it ar oo o, o= | T P-W--8 T tranafar oot oA BA-S -l -+ P~
Wi In=Re PTCSUTTOCU TG LTaTC T iTarmoarr armu aoutuTT ataetrartsSTeT Mo tTou S TITay oo aST Uy

4.1.2 The chambers shall be capable of maintaining the atmosphere at the appropriate

temperature for the test in any region where the DUT is placed.

4.1.? The absolute humidity of the atmosphere inside the chambers should not exce
g/m”.

ed 20

NOTE At the temperature of 60 °C and standard air pressure the relative humidity should be less than 16 %.
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4.1.4 La température des parois des enceintes froide et chaude ne doit pas différer de plus
de 3 % et 8 % respectivement de la température ambiante spécifiée de I'essai, exprimée en
kelvin.

4.1.5 Le volume des enceintes et la vitesse de l'air doivent étre tels qu’apres insertion du
DUT, la température doit se situer dans la tolérance spécifiée aprés une durée ne dépassant
pas 10 % du temps d’exposition.

4.1.6 L’air de I'enceinte doit circuler de sorte que la vitesse de I'air, mesurée a proximité de
I’éprouvette d’essai, ne soit pas inférieure a 2 m/s.

4.2 Support pour le montage des éprouvettes d'essai

Sauf |spécification contraire dans Scificati a ctivité
therm|que des supports pour le montage des éprouvettes doit étre/bass : e que
pour (des raisons pratiques I'éprouvette soit thermiquement jso¥é pssaie
plusieurs éprouvettes simultanément, elles doivent étre place ere<a ps e une

libre ¢irculation d’air entre les éprouvettes, et entre les &prx S et > s des
enceintes.

5 Pfrocédure
Effectuer I'essai selon la procédure syivante.

Sauf ipdication contraire de la spécificati
— Sil|la construction du composant prévoit de i , , a dans
I’enceinte climatique poéu

— Si|des mesures opti : ‘ 2, ces
mesures doivent étreNrgalisé 3 i i ariodes de

te perature@
— L’¢ssai na p o\

optiques pendant

tables
.IDe ce

fai, 3 ‘gffecte
pa r le vérifier, des cables optiques similaires a celix qui
sont fixég au j e placés le long des cables liés au DUT et mesurés au|cours
de| I'essai

5.1 Préco

Sauf [stipulation corntraire dans la spécification particuliére, maintenir le DUT dans des
conditiofns atmospherlques normales pendant au moms 2 h Nettoyer Ies part|es d’alignement
meécand '

5.2 Mesures initiales

Réaliser les examens et mesures initiaux comme indiqué par la spécification applicable.

5.3 Essais

5.3.1 Placer le DUT dans I'enceinte dans sa position de fonctionnement normale et effectuer
les connexions a I'équipement de contrdle.

5.3.2 Le dispositif doit étre soumis a un cycle de température conformément a la Figure 1.
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4.1.4 The temperature of the walls of the hot and cold chambers shall not differ by more
than 3 % and 8 % respectively from the specified ambient temperature of the test, expressed
in Kelvin.

4.1.5 The volume of the chambers and the air velocity shall be such that after insertion of
the DUT, the temperature of the atmosphere shall be within the specified tolerance after a
time of not more than 10 % of the exposure time.

4.1.6 The air of the chamber shall be circulated so that the air velocity, measured close to
the test specimen, shall be not less than 2 m/s.

4.2 SBupport for mounting the test specimens

Unlespg otherwise specified in the relevant specifications, the therr Nity of the
suppadrts for mounting the specimens shall be low, such that fe i c s the
specimen is thermally isolated. When testing several specimens si p all be
so placed that free circulation should be provided betw SPE S tween

specimens and chamber surfaces.

5 Prpcedure
Conduyct the test according to the followjng procé

Unlesp otherwise stated in the relevant

— If the component construction includes 3 include 1,5 m of cable in the climatic
chpmber for each port

— If pptical measuremeriis are s these
measurements shaf be i treme
temperature periods.

— It s not the@?'
optical cables i

of the
to the

other. Thereforeg of the
DUT does notaffes i those
atfached to_th be~positioned alongside the cables attached to the DU[T and
monitored throughotitthe as a control.
5.1 Rreconditi
Unlesp i bjed in the relevant specification, maintain the DUT under stgndard
atmosgpheric conditiohs for a minimum of 2 h. Clean the mechanical and optical alighment
parts pfd¢he DUT according to the manufacturer's instructions.

5.2 Initial measurements

Complete initial examinations and measurements as required by the relevant specification.

5.3 Testing

5.3.1 Place the DUT in the chamber in its normal operating position and make connections
to the monitoring equipment.

5.3.2 The device shall be subjected to a temperature cycle according to Figure 1.
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Le DUT doit étre placé dans I'’enceinte froide, dont I'atmosphére a été précédemment réglée a
la température basse appropriée T5. L'atmosphére dans I'enceinte froide doit étre maintenue
a la température basse T, pendant la période appropriée ¢4 (¢4 comprend un temps initial pour

la stabilisation de température, selon 4.1.5).

Le DUT doit étre enlevé de I'enceinte froide et transféré a I’enceinte chaude en un temps de
passage t, inférieur & 2 min. Dans le cas d’un matériel d’essai automatique a deux
compartiments, une période de passage inférieure a 30 s est autorisée. Le temps de
transition doit inclure le temps de retrait d’'une enceinte et 'introduction dans la seconde

enceinte, ainsi qu’un temps de maintien a la température ambiante du laboratoire.

L’atmpsphére dans I'enceinte chaude doit étre maintenue a la températureh
la pérlode appropriée 4

Pour Je prochain cycle, le DUT doit étre transféré a I'enceinte
transition ¢,

NOTE |Le temps d’exposition est mesuré a partir du moment de I'introduction\de I’épt

ndant

ps de

Le premier cycle comprend les deux temps d’exposition_t; emps de passpge f,
(voir Rigure 1).
Ts
1

% !

3 1

(8]

c

2

o B

©

%) [emps ¢

2 \

\g t4 251

Q

£

(0]

[

1 cycle

A = déhut du premier cycle
B = fin du‘premier cycle et début du second cycle

EC 1681/06

NOTE La courbe en pointillé est expliquée en 4.1.5.

Figure 1 — Cycle de variation de température
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The DUT shall be placed in the cold chamber, the atmosphere of which has been previously
adjusted to the appropriate low temperature T,. The atmosphere in the cold chamber shall be
maintained at the low temperature T, for the appropriate period ¢4 (¢4 includes an initial time
for temperature stabilization of atmosphere, according to 4.1.5).

The DUT shall then be removed from the cold chamber and transferred to the hot chamber in
a changeover time t, less than 2 min. In the case of automatic two-chamber test equipment, a
changeover period of less than 30 s is allowed. The transition time shall include the time of
removal from one chamber and the insertion into the second chamber as well as any dwell
time at the ambient temperature of the laboratory.

The atmosphere in the hot chamber shall be maintained at the high te
appropriate period ¢

ature Tg.for the

For the next cycle the DUT shall be transferred to the cold chamber, ition et

1A%

NOTE | The exposure time is measured from the moment of insertion of the sp

The fifst cycle includes the two exposure times t; and the changs ‘ Figure

1).

L] e A

[ime ¢

Temperature in the chamber

Ta f--Y0

EC 1681/06

A = staft of first cycle
B = end offirst cycle and start of second cycle

NOTE The dotted curve is explained in 4.1.5.

Figure 1 — Temperature change cycle
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5.4 Reprise

Sécher le DUT si nécessaire et le laisser dans des conditions atmosphériques normales
pendant une période de 2 h.

5.5 Mesures finales

A l'issue de l'essai, extraire tous les dispositifs de fixation. Nettoyer les parties d’alignement
mécaniques et optiques du DUT conformément aux instructions du fabricant. Réaliser les
mesures finales comme requis par la spécification applicable. Si spécifié, examiner
visuellement I’éprouvette selon la CEI 61300-3-1 et prendre toutes les mesures spécifiées

pour \.,GOOUIUI \.'U’;: Il,y a pdo dU dUIIIIIIauUO PUIIIIGIIUIItO.

6 Sgvérité

La séyérité est constituée de I'association de la température b Lte, la

durée| le temps de transfert et le nombre de cycles.

La séyérité suivante doit étre utilisée pour cette procédure:

— température basse:
— température haute:
— ngmbre de cycles:

— ddrée aux températures extrémes:

— temps de transfert:

7 D

gtails a spécifi
Les df

- es
- ex
- ex
- exX
- éc

— cri
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